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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu Metrologia 2
Nazwa modutu w jezyku angielskim Metrolgy 2
Obowiazuje od roku akademickiego | 2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogélino akademicki
(ogdlno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiow

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systemoéw
Pomiarowych

Koordynator modutu

Dr hab. inz. Jozef Kusmierz, prof.PSk

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku
przedmiotow

kKierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

Semestr Il

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Matematyka 1, Metrologia 1,Teoria obwodow

l(kody modutéw / nazwy modutéw)

prowadzenia zajeé

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktow ECTS 4 (3)
Forma wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne

30

W semestrze

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentéw z podstawowymi metodami, ukladami i systemami
Cel pomiarowymi stosowanymi w pomiarach wielkoSci elektrycznych, magnetycznych i
modutu | wybranych wielko$ci nieelektrycznych oraz wykorzystaniem narzedzi informatycznych
w pomiarach.
Forma odniesienie do odniesiepie
Se);;nkkigl Efekty ksztatcenia prov;/:jcéiema ' efektow :t;)sgfaergw;‘::
(W/p/inne) kierunkowych h
posiada wiedz¢ z zakresu jednostek miar, zasad K_W09
projektowania eksperymentu i przeprowadzania T1A_WO02
w_01 , 4 o - wil

- badan, dokumentowania wynikow pomiaréw oraz T1A W04
obliczania niepewnosci uzyskanych wynikow
ma podstawowa wiedze w zakresie metrologii, zna K_W10
i rozumie metody pomiaru i wyznaczania wartosci

W 02 podstawowych wielkosci elektrycznych, czasu i T1A W03
A ; . . w/l —

- czgstotliwosci, zna metody obliczeniowe i T1A W04
narzgdzia informatyczne niezbedne do analizy T1A WO05
wynikow eksperymentu B
zna zasady stosowania aparatury pomiarowej oraz K_W10 T1A W03

W 03 wlasciwosci podstawowych przyrzadow T1A W04
. - . wil —

- pomiarowych, zna zasady funkcjonowania T1A WO05
systemOw pomiarowych -
potrafi pozyskiwaé informacje z literatury K_U01

U 01 dokonywaé ich interpretacji oraz wyciggaé I T1A_UO1
whnioski i uzasadniac opinie
potrafi przedstawi¢ otrzymane wyniki w formie K_U07
liczbowej i graficznej, dokona¢ ich interpretacji i | T1A_U07
U_02 wyciggna¢ wlasciwe wnioski T1A_UO08
potrafi poshuzyé si¢ wihasciwie dobranymi K_U10
metodami i przyrzadami pomiarowymi T1A _UO07
U 03 (umozliwiajacymi pomiar podstawowych wielkosci I T1A U088
charakteryzujacych elementy i uktady elektryczne T1A _U09
i elektroniczne
potrafi wspotdziataé 1 pracowaé w grupie, K_K04
przyjmujac w niej rozne role T1A KO3
K_01 |potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace | T1A K04
realizacji okre$lonego przez siebie lub innych
zadania
Tresci ksztalcenia:
1. TreSci ksztatcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efekté‘.”
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
1 Cyfrowe mierniki (zasada cyfrowego pomiaru czestotliwosci i czasu, wW_02,
czestosciomierze i czasomierze cyfrowe, woltomierze cyfrowe napiec W_03,
statych i przemiennych, przetwarzanie rezystancji, pojemnosci i U_03
indukcyjnos$ci w przedziat czasu, multimetry cyfrowe)
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2 Pomiary mocy i energii (przetworniki mocy czynnej, pomiary mocy czynnej | W_02,
i biernej w uktadach jedno i trojfazowych, liczniki energii) W_03,
U 03
3 Pomiary napiecia i prgdu metodami kompensacyjnymi W_02,
Przyrzady rejestrujgce (rejestratory XY, oscyloskopy elektroniczne) W_03,
U 03
4,5 Mostki pomiarowe(mostki prgdu statego, rozwigzania konstrukcyjne, W_02,
ocena niedoktadnosci, wiasciwosci mostkéw w stanie nieréwnowagi, W_03,
zasady konstrukcji mostkéow pradu przemiennego o niezaleznym uU_03
odczycie, rozwigzania ukladowe mostkéw pradu przemiennego)
6, Pomiar znieksztatcen nieliniowych i analiza przebiegéw elektrycznych wW_02,
W_03,
U 03
7 Pomiary wielko$ci magnetycznych wW_02,
W_03,
U 03
8 Podstawowe pojecia miernictwa dynamicznego (charakterystyki czasowe i | W_02
czestotliwosciowe przetwornikow) W_03,
U 03
9 Pomiary wybranych wielkosci nieelektrycznych W_02
W_03,
U 03
10 Konfiguracje i struktura systeméw pomiarowych wW_02
W_03,
U 03
11,12 | Systemy pomiarowe z interfejsem szeregowym i rownolegtym W_02,
W_03,
U 03
13 Komunikaty interfejsowe i ich transmisja W_02,
W_03,
U 03
14 Komputerowe karty pomiarowe i przyrzgdy wirtualne W_02
W_03,
U 03
15 Zaliczenie
2. Tresci ksztatcenia w zakresie ¢wiczeh
Odniesienie
Ng;féze_c Tresci ksztalcenia It::z‘te;?:;:‘i’;
dla modutu
3. Tresci ksztalcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Nr . . . Odniesienie do efektow
zla;jg ¢ Tresci ksztalcenia ksztalcenia dla modutu
1 Wprowadzenie
2 Pomiary rezystancji obiektéw liniowych i nieliniowych W_01,W_02,W_03,U_01,
metodg techniczng U 02,U 03,K 01
3 Pomiary napiecia i prgdu metodami kompensacyjnymi W_01,W_02,wW_03,U_01,
U 02,U 03,K 01
4 Badanie wtasciwosci metrologicznych mostkow Ww_01,w_02,w_03,U_01,
czteroramiennych w stanie nieréwnowagi U _02,U_03,K 01
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5 Pomiar znieksztatcen nieliniowych i analiza przebiegow W_0
elektrycznych W_01,wW_02W_03,U 01,
U 02,U 03,K_
6 Badanie wtasciwosci metrologicznych przetwornikéw w W_01,W_02,wW_03,U_01,
stanie statycznym U 02,U 03,K 01
7 Zastosowanie multimetréw mikroprocesorowych w W_01,wW_02W_03,U 01,
pomiarach wielkosci elektrycznych U 02,U 03,K 01
8 Pomiary parametréw wskaznikéw rownowagi stosowanych W_01,W_02,wW_03,U_01,
w uktadach pomiarowych pracujgcych wedtug metod U _02,U_03,K 01
zerowych
9 Pomiary mocy czynnej i biernej w uktadach trojfazowych W_01,W_02,wW_03,U_01,
U 02,U 03,K 01
10 Pomiary wielko$ci elektrycznych za pomocg oscyloskopu W_01,W_02,wW_03,U_01,
U 02,U 03,K 01
11 Struktura cyfrowych systemoéw pomiarowych — transmisja W_01,W_02,wW_03,U_01,
informacji za pomocg magistrali cyfrowej U 02,U 03,K 01
12 Pomiary konduktywnosci elektrycznej materiatéw W_01,W_02,wW_03,U_01,
U 02,U 03,K 01
13 Projekt prostego systemu pomiarowego zgodnie ze W_01,W_02,W_03,U_01,
standardem GPIB do pomiaru napiecia U 02,U 03,K 01
14 Termin na odrobienie zalegtosci
15 Kolokwium

4. Charakterystyka zadan projektowych

5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztatcenia

efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Sprawozdanie z ¢wiczen laboratoryjnych, kolokwium koricowe z zadan laboratoryjnych

W_02 Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych

W_03 Test dopuszczajgcy do éwiczen laboratoryjnych

U_Ol Sprawozdanie z éwiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych

u_02 Ocena zakresu realizacji programu ¢wiczenia laboratoryjnego

U_OS Sprawozdanie z ¢wiczen laboratoryjnych

K_01

Sprawozdania z ¢wiczen laboratoryjnych, kolokwium koncowe z wyktadéw
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Bilans punktéw ECTS

. . obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 30
2 | Udziat w éwiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 3
5 | Udziat w zajeciach projektowych 0
6 | Konsultacje projektowe 0
7 | Udziat w egzaminie 0
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 63
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,52
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 7
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 7
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 10
15 | Wykonanie sprawozdan 10
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium 3
17 | wykonanie projektu lub dokumentagcji 0
18 | Przygotowanie do egzaminu 0
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 37 (suma)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,48
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 100
23 Punkty ECTS za modut 4 (3)
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 67
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 2,68

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

E. LITERATURA

Wykaz literatury 4.

. Tumanski S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007
Warszawa, 1999

Warszawa, 2003

Slaskiej, Gliwice 2003

1
2. Stabrowski M.: Cyfrowe przyrzgdy pomiarowe, PWN, Warszawa,2002
3. Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnatéw, WKit

Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe, WKL, Warszawa 2006
5. Chwaleba A,. Poninski M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT,

6. Skubis T. Opracowanie wynikéw pomiaréw, Wydawnictwo Politechniki

Witryna WWW
modutu/przedmiotu




